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Introducgao:
O microscopio eletrénico de transmissdo (MET) permite
determinar a micro textura e cristalografia através de
imagens e padrdes de difragdo de elétrons (Figura 1).
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Figura 1: a) Nano textura de uma opala do tipo cristobali-

ta/tridimita; b) padrdo de difragdo de elétrons da mesma
area.

Para MET é necessario preparar amostras com espessu-
ra de aproximadamente 100 nm. Na preparagao conven-
cional, uma lamina delgada é afinada com pasta diaman-
tada e polida com ions de argdnio, poréem nao se pode
escolher a area especifica a ser observada.

Para poder visualizar uma determinada area micrométri-
ca (Figura 2) é realizado um processo chamado “target
preparation”, que consiste em um desbaste controlado
em torno desta area utilizando um feixe focalizado de
ions de galio (FIB, do inglés focused ion beam).

Figura 2: Visualizacdo da amostra no MEV para selecéo da
area de interesse.

O FIB (Figura 3) é utilizado para desbaste com resolugdo
nanométrica de estruturas em amostras sélidas. E um
equipamento semelhante a um microscopio eletrénico de
varredura (MEV), que, porém, varre a superficie da
amostra com um feixe focalizado de ions de galio. Esta
varredura é destrutiva, dependendo da energia dos ions
e da intensidade de corrente utilizados. Para cada tipo
de material sdo definidos parametros para estabelecer a
profundidade a ser esculpida na superficie.
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Figura 3: a) FIB-MEV do Laboratério de Conformagdo Na-
nométrica do IF-UFRGS; b) esquema do feixe de ions (in-
clinado) e do feixe de elétrons (MEV).

Utilizagcdo do Focused lon Beam para
preparagdo de amostras de microscopia 2%,\%,5%
eletronica de transmissao 3

Leticia
Orientadora:

WIOFOR,,
o

%

J N4
Stein

paz no plural
Metodologia:

A amostra é metalizada e visualizada no MEV acoplado
com o FIB, para selecionar a area de interesse. A amostra
e inclinada por 52° para que fique perpendicular ao feixe
de ions. Sdo recortadas duas trincheiras paralelas, de
modo que o detalhe a ser observado fique entre elas,
dentro de uma lamina com espessura aproximada de 1 um,
uma profundidade de 5 um e uma largura de 10 um. Apoés
e utilizada a rotagdo do porta amostra, para recortar a
base e uma lateral da laminula.

Com auxilio da ponteira do nanomanipulador, que & solda-
da na amostra através da decomposigdo de gases organo-
metalicos sob o feixe de ions (Figura 4.a), a laminula é
desacoplada da amostra e transportada para a grade do
porta amostras do MET (Figura 4.b), onde ela é soldada e
entdo desacoplada da ponteira. Ja na grade, a laminula é
afinada para a espessura de 100 nm, utilizando um feixe
de ions de baixa corrente, com baixa taxa de desbaste,
para nao provocar danos a amostra ultra fina.
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Figura 4. a) Ponteira do nanomanipulador soldada na lami-
nula, antes do corte da base; b) transporte da laminula.
(Imagens MEV a esquerda e FIB a direita).

Conclusodes:
Foi desenvolvida a metodologia de fabricagdo de amos-
tras para MET, com estabelecimento dos parametros de
corte para remocgao eficaz da matriz da opala, além do
aprendizado da manipulagdo da laminula e sua fixagédo e
afinamento no porta amostra do MET.
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